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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PERALA CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT i
INSTAL-LACIO D’'UN PERFILOMETRE MECANIC PER A LA SALA NETA DE LA FACULTAT DE
FISICA | QUIMICA
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present plec té com a objecte el subministrament d’un perfilbometre mecanic/de contacte, incloent el
seu transport, posada en marxa i formacio.

2. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT

Adquisicié d’un perfildometre mecanic per a la inspeccié de mostres en general i, en particular, durant
el procés de microfabricacid, destinat a completar la caracteritzacié basica del procés de
microfabricacié, que exigeix conéixer tant textura i morfologia com el gruix, i complementant el
microscopi optic recentment adquirit.

El perfilometre permetria quantificar el gruix (per a mostres amb esglaons), aixi com la rugositat de les
mostres de manera rapida i senzilla.

3. DESCRIPCIO DE LES CARATERISTIQUES TECNIQUES
Perfilometre mecanic

Generalitats:
e Analisi de rugositat i ondulacioé en el rang del sub-nandmetre.

e Capag de mesurar esglaons de 5 nm i fins a 1 mm, amb un mateix sensor.

e Alta reproductibilitat de les mesures (de 4 Armstrong).

e Rang de la platina de 100x100 mm? i capag d’acomodar substrats de 100 mm.

e Rotacio de la mostra inclosa.

e Facilitat d’us per part d’un usuari basic.

e Possibilitat de reconstruccié tridimensional (per solapament i escanejant la punta una certa
area).

e Possibilitat d’escaneig d’una distancia de 55 mm (o més a través de la reconstruccio).

e Mesures de estres de la capa mesurada.

e Monitor de pantalla i sistema antivibracions inclosos.

e Possibilitat de fer actualitzacions de I'equip com seria la monitoritzacié del posicionament de la

mostra en X, Y i rotacio.
Punta estilografica:

Ampli rang de recorregut de la punta (5 nm-1 mm).

Intercanviable de manera facil, segura i rapida (sense que es trenqui).

Forces aplicades per la punta estilografica en el rang de 1 a 15 mg.

Possibilitat d’adquirir puntes de diferents radis per a mostres amb diferents caracteristiques
(toves o fines, 0 amb nanostructuracié més petita o més gran), incloent possibilitat de punta de
1-2 um.
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Camera i enfoc:
]
un camp de visi6 de 2.2 mm a 0.28 mm).
Ajustament d’enfoc fi.

Camera d’alta definicié (3.1 megapixels i en color) per identificar posicions dins la mostra (amb

[ ]
Software, sistema d’adquisicid, tractament i analisi de dades:
e Deteccié automatica de I'esglad.

e Anivellat.
e Reconstruccié del estres del film en una area.

Proveir de tots els cables, 'ordinador i elements de connexid i funcionament necessaris.
Es demana també la instal-lacié, posada en marxa i curs de formacié per a usuaris de I'equip, i un

periode de garantia minim d’1 any.
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